Экзаменационные вопросы по МЭЭТ – II

1. Природа рентгеновского излучения. Уравнение Вульфа-Брегга.

2. Тормозное рентгеновское излучение.

3. Характеристическое рентгеновское излучение.

4. Рентгеновский фотоэффект. Отдача флуоресценции.

5. Классическое рассеяние рентгеновского излучения. Коэффициенты рассеяния.

6. Закон ослабления рентгеновского излучения. Линейный коэффициент ослабления и его составляющие.

7. Интерференционная функция Лауэ и ее анализ.

8. Уравнения дифракции в терминах обратной решетки.

9. Метод Лауэ и его возможности.

10. Метод вращающегося кристалла и его возможности.

11. Метод ШРП и его возможности.

12. Метод порошков (поликристаллов) и его возможности.

13. Атомный и структурный множители интенсивности.

14. Интегральная отражательная способность кристалла. Множитель Лоренца. Первичная экстинкция.

15. Температурный и абсорбционный множители интенсивности.

16. Рентгеновские трубки для структурного анализа.

17. Детекторы рентгеновского излучения и их характеристики.

18. Монохроматизация излучения в рентгеновской аналитической аппаратуре.

19. Параллельные методы регистрации излучения.

20. Общая характеристика методов рентгеноструктурного анализа поликристаллических веществ.

21. Прецизионное определение периодов элементарной ячейки.

22. Методы исследования дислокационной структуры монокристаллов.

23. Основы рентгеновской дефектоскопии.

24. Рентгеновские спектрометры с волновой и энергетической дисперсией.

25. Общая характеристика методов рентгеноспектрального анализа.

26. Эффекты взаимодействия электронов и ионов с веществом.

27. Растровая электронная микроскопия и микроанализ. Принципы и возможности.

28. Элементы электронографии.

29. Анализаторы ионов и электронов.

30. Электронная Оже – спектроскопия.

31. Вторично – ионная масс – спектроскопия.

32. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.
